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/SYDELITY b.v. est une société de services, qui développe un pipe-line ) Thématiques:
d’abstraction automatique pour systemes physiques / analogiques, Fiabilité des composants électroniques de puissance
générant du code pour la simulation comportementale. SYDELITY ~ et leur packaging
applique son savoir-faire en faisant de la consultance dans les domaines Fiabilité des technologies liées a la connectique et a
des outils et méthodes de conception en CEM, ESD et sureté I'assemblage (connectiques, PCB, Busbars...)
fonctionnelle. Clients en Belgique, France et Suisse. Fiabilité des systemes mécatroniques
\ J
Renaud Gillon est actif au sein de l'industrie microélectronique depuis é . _ )
1998, apres avoir obtenu un doctorat a I’'Université catholique de Louvain ExPert's_es : _ o
sur la modélisation RF des transistors MOS SOI. Il a contribué en tant que f&:ﬁ Conr,\a_lssancefs et moyens dinvestigations sur les
coordinateur de programmes R&D chez ON SEMICONDUCTOR au materiaux « electriques » et les composants
développement d'outils et méthodes de conception couvrant les aspects Ingénierie de I'environnement (mécanique, climatique
de gestion thermique, fiabilité, CEM, ESD et sGreté fonctionnelle. Il a et Compatibilité électromagnétique [CEM])
\fonde SYDELITY b.v. en 2015, et y travaille a plein temps depuis 2021. / @@Management thermique
DataScience, Statistique et IA
Participez vous a des groupes de normalisation ? @@ Analyse de construction
O Non v Sioui, lesquels : [EEE P2427, IEC TC 56 (chef délegation .BE) \ﬁg Analyse de défaillance )
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\ Ressources: 1FTE interne, collaborations externes

Activité de génération de modéles comportementaux (développement innovant)

e Collecte de données caractérisant le comportement non-linéaire et dynamique;

* Traitement des données et rendu sous forme d’équations différentielles non-linéaires;

* Implémentation dans divers langages et moteurs de calcul (temps continu, événementiel)

Activité de consultance en ingénierie CEM, ESD et sureté fonctionnelle des semiconducteurs

« Méthodologie efficace d’identification des points faibles en susceptibilité EM
(simulations de la propagation, conversion non-linéaire, impact performances systeme);

 Technique d’accélération des simulations d’injection EM dans les circuits non-linéaires
(SOC automobile, chaines de capteurs, etc.);

* Aspects dynamiques de la réponse ESD de protections et des circuits
(techniques de caractérisation, traitement des données, extraction modeéles -- S.E.E.D.);

e |dentification et modélisation des modes de défaillances par injection de fautes dans les
circuits analogiques et systeme physiques.
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